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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
CINQUIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE EN MICA POUR COURANT CONTINU DE TENSION
NOMINALE NE DEPASSANT PAS 3 000 V

CHOIX DES METHODES D'ESSAI ET REGLES GENERALES

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotech-
nique§ mationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a P e
favoriser la coopération internationale pour toutes les ¢«
normalisation dans les domaines de l'électricité et de .

A cet|effet, la CEI, entre autres activités, publie des interpa-
tionales. Leur élaboration est confiée & des comité avaux
desquels tout Comité national intéressé par le qu-t trajté ut participer.
Les ofganisations internationales, gouvernementale Quvernemgntales,
en liaison avec la CEI, participent égalemen ¢ 3 labore
étroitement avec 1'Organisation Internatiofale de N b i , Selon
des conditions fixées par accord entre le 2

2) Les décisions ou accords offi
questjions techniques, préparé pa 5
reprégentés tous les Comités na 3 : essant 4 ces questions
expr1%ent dans la plus grande j e un accord internationa
sur le¢s sujets examinés.

3) Ces décisi i 5 ecgmmandations internationales publiées sous
forme de ~ $ t es/ou de guides et agréées commg¢ telles
par l¢s Comi

4) Dans | Kag ‘uhifigation internationale, les Comités nhtionaux
de 1la 83 : ey de fagon transparente, dans toute la mesure
possi ternationales de la CEI dans leurs normes natfonales
et régionale rgence entre la norme de la CEI et la norme|nationa-
le ou|régionale X r it & indi i hns cette
derniéy

La Norme D de

la CEI:

Cette deu )77, et

constitue une révision technlque

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

40(BC)740 40(BC)787

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur
le vote ayant abouti 3 1'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

PART 5: SECTIONAL SPECIFICATION:

FIXED MICA DIELECTRIC D.C. CAPACITORS WITH A RATED VOLTAGE

NOT EXCEEDING 3 000 V

SELECTION OF METHODS OF TEST AND GENERAL REQUIREMENTS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide
organization for standardization comprising all national electrotechnical

commititees (TEC National Committees). The object of the IE
interrational cooperation on all questions concerning st
electrical and electronic fields. To this end and in add
activities, the IEC publishes International Standards:

is entjrusted to technical committees; any IEC Natio

in the subject dealt with may participate in this
International, governmental and non-governmenta
the IEC also participate in this preparation borates c]
with the International Organization for Stahdard in accg
with donditions determined by agreement bétweer i

2) The fdrmal decisions or agreemeh
prepared by technical committe® all\the National Committees
having a special interest therei express, as nearly
possiHle, an international con on on the subjects dealt
with.

3) They Have the form o international use published
form df standards guides and they are accepted

National Committed

ng with
osely
rdance

as

in the
by the

s
aximum

tandard

4) In order to p natigonaly unification, IEC National Committe
undert| at¥onal Standards transparently to the
extent onal and regional standards. Any diverggnce
between th the corresponding national or regional
shall in the latter.
Internati d IEC 384-5 has been prepared by IEC technical commpittee 40:

Capacitors ang Re51~to s for Electronic Equipment.

This secdnd/edition cancels and replaces the first edition published in
constitujes—a—teehnica%—revisiuu.

The text of this standard is based upon the following documents:

DIS Report on Voting

40(C0)740 40(C0)787

1977 and

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in

the report on voting indicated in the above table.


https://iecnorm.com/api/?name=60af29e84ab24855e0b0bb10d6aee8a8

1.1

1.2

1.3

-6— 384-5 © CEI:1993

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

CINQUIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:

CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE EN MICA POUR COURANT CONTINU DE TENSION

NOMINALE NE DEPASSANT PAS 3 000 V

CHOIX DES METHODES D'ESSAI ET REGLES GENERALES

SECTION UN - GENERALITES

Généralités

Domaine d'application

tontinue,

Feuilles

a presente norme est applicable aux condensateurs fi

les feuilles de mica comme diélectrique avec des

our-tlension
Wwutlilisant
eh [fines
e mica.

avec des tensions nominales inférieures

métalliques ou de fines couches de métd

Pes essais supplémentaires peuvent étre exigé : ¢les suivants:

- Condensateurs au mica, modé
Condensateurs de puissance
Condensateurs au mica po
- Condensateurs chipses

Pbjet

.'objet de cette norme es < les valeurs préférentiellles des
caractéristiques, de choifsi blication 384-1 (1982) de la CEI,
les procédures 4" an ité et les méthodes d'essali et de
mesure approprié < Nt ekigences générales pour ce [type de
tondensateur, Yol ai et les exigences prescritels dans les
spécificati i i€fes dqivent &tre d'un niveau égal ou aupérieur a
celui i ion intermédiaire, un niveau inflérieur
h'étant

Codes pour le marquage des résistlances
et des condensateurs.

résistances et condensateurs.
Modification No. 1 (1967)
Modification No. 2 (1977)

Publication 68: Essais d'environnement.

Publication 384-1 (1982): Condensateurs fixes utilisés dans les équi-

pements électroniques. Premiére partie:
Spécification générique.

Modification No. 2 (1987)

Modification No. 3 (1989)

Modification No. 4 (1992)
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 5: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED MICA DIELECTRIC D.C. CAPACITORS WITH A RATED VOLTAGE
NOT EXCEEDING 3 000 V

SELECTION OF METHODS OF TEST AND GENERAL REQUIREMENTS

. .SECTION ONE - GENERAL

1. General
1.1 Scope
{hls standard is applicable to fixed direct current capac ith
ated voltages not exceeding 3 000 V, using mica she ctric
ith electrodes of thin metal foils or a thin layge posited
n the mica.
Additional tests may be required for the follo
- Mica capacitors, button styl
- Mica power capacitors
- Mica pulse capacitors
Mica chip capacitors
1.2
cibe preferred ratings ahd
, the
Eethods
pacitor.
prescribed in detail specificafions
higher
1.3
Marking Codes for Resistors and
Capacitors.
ublication 63 (1963): Preferred Number Series for Resiskors
and—€apacitors:
Amendment No. 1 (1967)
Amendment No. 2 (1977)
Publication 68: Environmental Testing.
Publication 384-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment

Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987)
Amendment No. 3 (1989)
Amentment No. 4 (1992)
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Publication 410 (1973): Plans et régles d'échantillonage pour les

contrdles par attributs.

Publication QC 001001 (1986): Régles fondamentales du Systéme CEI

d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
Modification No. 1 (1992)

Publication QC 001002 (1986): Régles de procédure du Systéme CEI

d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
Modification No. 1 (1992)

Publication de 1'IS0:

Norme ISO 3 (1973): Nombres normaux - Séries de nombres

Note. -Lorsque les documents ci-dessus sont menti

normaux.

de la présente spécification, 1'édition e
utilisée, sauf pour la Publication 68

-4

ote. -Le

utilisée.
Informations & donner dans une spécificatien i
Iles spécifications particuliéres dérivefnt/de \\;ﬁéz}fication
garticuliére-cadre applica
Lles spécifications partict prescrire d'exigences
inférieures i celles des spéci 3 ique, intermédiaire ou
Rarticuliére-cadre. Lorsqy nent des exigences plus|sévéres,
delles-ci doivent é&tre indiqué arggraphe 1.9 de la spécification
Barticuliére e g é 2 prammes d'essai, par exemple par un
gstérisque.

forme de tableaux.

doivent é&tre données dans chaque spé¢ifi-
valeurs fixées doivent de préférence|étre

1 do

on (identifjcation et sa comparaison avec d'autres condensateur

y awoir une illustration du condensateur destinée 3 facjliter
. Les

particuliére. Toutes les dimensions doivent de préférence &tre données
en millimétres, mais, lorsque les dimensions originales sont données en
inches, les dimensions métriques correspondantes en millimétres doivent
étre ajoutées.

Normalement, les valeurs numériques doivent é&tre données pour la longueur,

la largeur et la hauteur du corps et l'entraxe des sorties ou, pour les

types cylindriques, le diamétre du corps et la longueur et le diamédtre des
sorties. Si nécessaire, par exemple lorsque la spécification particuliére

couvre
sion),

plusieurs articles (de différentes valeurs de capacité et/ou ten-
les dimensions et leurs tolérances associées doivent étre placées

dans un tableau sous le dessin.

au paragraphe 1.4.1 peuvent, par commodi-
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1.4

1.4.1

—9_

Publication 410 (1973):
by Attributes.

Publication QC 001001 (1986):

Sampling Plans and Procedures for Inspection

Basic Rules of the IEC Quality Assessment

System for Electronic Components (IECQ).

Amendment No. 1 (1992)

Publication QC 001002 (1986): Rules of Procedure of the IEC Qual

ity

Assessment System for Electronic Components

(IECQ). . :
Amendment No. 1 (1992)
ISO Publication:

ISO Standard 3 (1973):

Preferred Numbers - Series of Preferred

Numbers.
Ngte. -The above references apply to the current editipns except| for
IEC 68, for which the referenced edition in icable test

clauses of the generic specification shall

Information to

Detail specifications shall be derived fr
sIecification.

n Subclause 1.9
the\test /schedules,

1.4.1 may for convenie

those
re severe
of the

for expmple by

nce, be

given in each detail specific
y be selected from those given

tion and
in the

E recog-

s and
mounting,
prefer-
ons are

rhall be

Normally the numerical values shall be given for the length, width

and height of the body and the wire spacing, or for cylindrical types,
the body diameter, and the length and diameter of the terminations.
When necessary, for example when a number of items (capacitance values/

voltage ranges) are covered by a detail specification, the dimen
and their associated tolerances shall be placed in a table below
drawing.

sions
the
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1.

1.

5

5.1
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Si la configuration du condensateur est différente de celle indiquée
ci-dessus, la spécification particuliére doit donner les informations
dimensionnelles qui le décriront convenablement. Si le condensateur
n'est pas congu pour l'utilisation dans les cartes imprimées, cela doit
&tre clairement indiqué dans la spécification particuliére.

Montage

La spécification particulidre doit spécifier la méthode de montage 2
employer pour l'utilisation normale et pour les essais de vibrations,
secousses ou chocs. Les condensateurs doivent étre fixés par leurs
dispositifs normaux de fixation. La conception du condensateur peut &tre
telle qu'elle exige pour son emploi un dispositif spécial de fixation.
Dans ce cas la spécification particulidre doit décrire ce dispositif de
fixation qui doit étre utilisé lors des essais de secousses, chocs et
vibrations

Garactéristiques

aup articles
pplicables de la présente spécification ainsd ions

ges caractéristiques (assignées ou non) doivent
uivantes:

Gamme de capacité nominale

VYoir paragraphe 2.2.1.

ion parti-

i'elles
L le

bilité

g marquer
gur/le condensateur et sur l'emballage. Les déviations a 1l'égarf des

i ermédiaire

DYres D O age D P D

doivent étre spécifiquement indiquées.

Terminologie

En complément aux termes et définitions appropriés figurant dans la
Publication 384-1 de la CEI, les définitions suivantes sont applicables:

Température nominale

Sauf prescription contraire dans la spécification particulidre pour les
condensateurs couverts par la présente spécification, la température
nominale est la température maximale de la catégorie.
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1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.4

1.5

1.5.1

When the configuration is other than described above, the detail speci~
fication shall state such dimensional information as will adequately des-
cribe the capacitor. When the capacitor is not designed for use on printed
boards, this shall be clearly stated in the detail specification.

Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be applied
for normal use and for the application of the vibration and the bump or
shock tests. The capacitors shall be mounted by their normal means. The
design of the capacitor may be such that special mounting fixtures are
required in its use. In this case the detail specification shall describe
the mounting fixtures and they shall be used in the application of the
vibration and bump or shock tests.

atings and characteristics

[ |

he ratings and characteristics shall be in accorda
lauses of this specification, together with the

relevant

0

Rated capacitance range

wn

ee Subclause 2.2.1.

Note. -When products approved to the(detail dtion have different
ranges, the following stateme

iven in

red

rities and

. g on the
dapacito d on the package. Deviations from Subclause 1.6 of this
jectional specification, shall be specifically stated.

Terminology

In addition to the applicable terms and definitions of IEC Publication
384-1, the following definitions apply:

Rated temperature

Unless otherwise specified in the detail specification for capacitors
covered by this specification, the rated temperature is the upper category
temperature.
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1

5.2

6

6.1

6.2

6.3
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Stabilité de courte durée

La limite autorisée de fluctuations de courte durée de la capacité
mesurée a une fréquence supérieure ou égale 2 1 MHz avec une tension
alternative d'une valeur efficace supérieure ou égale a 20 V.

Marquage

Selon paragraphe 2.4 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des
modalités suivantes:

Les informations contenues dans le marquage sont normalement prises dans
la liste ci-aprés; l'importance relative de chaque information est indi-
quée par son rang dans la liste:

d) capacité nominale;

B) tolérance sur la capacité nominale;

d) tension nominale (la tension continue peut
symbole: —— ou —— );

d) tension de catégorie, si différente d
d) coefficient de température;
fl) nom du fabricant ou mafque
g) catégorie climatique;

H) année et mois . (ou sema

i) désignatio

) référence
e conden:.

I ints a),
b plus grand nombre d'autres informatioms consi-
d dans le
b

I hent

Tout marquagé supplémentaire doit étre effectué de telle sorte qu'il ne
Huisse y avoir aucune confusion. T
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1.

1.

1.

1.

1.

1.

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

Short term stability

The limit of the permissible short term fluctuations of capacitance
measured at a frequency of not less than 1 MHz with alternating voltage
of at least 20 V r.m.s.

Marking

Subclause 2.4 of IEC Publication 384-1, with the following details:
The information given in the marking is normally selected from the
following list; the relative importance of each item is indicated by

its position in the list:

rated capacitance;

a)
l) tolerance on rated capacitance;

¢) rated voltage (d.c. voltage may be indicated
or );

d) category voltage, if different from t
¢) temperature coefficient;

f) manufacturer's name or trade H

g) climatic category;

B) year and month (or weekK) of man re;

1) reference

The capq;;Bp End with
S many D ssary.
}ny duplipa hould be

with all

P - - |

y: additional“marking shall be so applied that no confusion caph arise.
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SECTION DEUX - CARACTERISTIQUES PREFERENTIELLES

Caractéristiques préférentielles

Caractéristiques préférentielles

384-5 © CEI:1993

Les valeurs données dans les spécifications particulidres doivent de

préférence étre choisies parmi les suivantes:

Catégories climatiques préférentielles

Les condensateurs couverts par cette norme sont classés en catégories
climatiques, conformément aux rédgles générales de la Publication 68-1

de la CEI.

es températures minimale et maximale de catégorie

ie l'essai

ontinu de chaleur humide doivent étre choisies pa: rs suivan-
es:
empérature minimale de catégorie: -25 °C.
empérature maximale de catégorie: L +125 °C.
urée de l'essai continu de chaleur | jpurs.
Les sévérités pour les e s d respecti-

VYement les températures minimal

Yaleurs préférentielles de€s cara istiques assignées

%\/

les valeurs

gséries de lalPu
résista

Tolérances\sur

les tolérances™~pré
rances spégialesde

NN
N \\/

0,1 Z et 10,25 Z sont permises)

Tolérances

pour Cr > 10 pF pour Cgr S 10 pF

x (%) t (pF)
0,5

1

2 0,25

5 0,5

10 1
20 2

Avec un minimum de 0,25 pF

ddivent étre prises parmi cellgs des
Séries de valeurs normalgs pour

rentielles sur la capacité nominale sont: (Les tolé-
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2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

SECTION TWO ~ PREFERRED RATINGS AND CHARACHERISTICS

Preferred ratings and characteristics

Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected

from the following:

Preferred climatic categories

The capacitors covered by this specification are classified into

climatic categories according to the general rules given in IEC
Publication 68-1.

ower category temperature:
pper category temperature:
uration of the damp heat, steady state

he severities for the cold and dry
ategory temperatures respectivel

referred values of ratings

be taken from the series

referred value tion 63: Preferred Number

for Resistor nd

The prefe d lexan \\B;>the rated capacitance are:
{SpeciaKt antes of 10,1 ¥ and £0,25 % are permissible)

\\ \ Tolerances

N \\\¢§;r Cr > 10 pF for Cg £ 10 pF
t (%) + (pF)
0,5
1
2 0,25
5 0,5
10 1
20 2
with a minimum of %0,25 pF

lays.

l upper

Df
Beries
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2.2.4

2.2,

5
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Tension nominale (UR)

Les valeurs préférentielles de tension nominale sont: 63-100-160-
250-400-500-630-1 000-1 600-2 000-2 500 et 3 000 V tension continue.
Ces valeurs, sauf 500 V, 2 000 V et 3 000 V sont conformes A la série
de base des nombres normaux R5 donnés dans la Norme ISO 3: Nombres
normaux - Séries de nombres normaux.

Température nominale

Sauf prescription contraire dans la spécification particuliére, la
température nominale doit étre la température maximale de catégorie.

Coefficient de température (a) et dérive de capacité

1

gar degré centigrade et la dérive de capacité associ nt données au
Hableau suivant. Les limites de la dérive de capagi n ou
H
f

a valeur du coefficient de température exprimée en pdrts par mfllion

lusieurs cycles de température complets comme s Pspéci-~
ication particuliére.

Coefficient de tempéra-
ture (10-6/°C)

-200 3 +200

-100 3 +190 <::
-20 a +10

0 a +7

-20 A +5 (:::)
e

érature, la spécification partiC{liére

imale de capacité pour laquelle la
de la

es aux températures minimale et max1male de catégorije.

b) Des méthodes spéciales de mesure peuvent étre nécessaires, et si
requises, doivent &tre données dans la spécification particuliére.

olérance
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2.

2.

2.

.2,

2.

3

5

Rated voltage (UR)

The preferred values of rated voltage are: 63-100-160-250-400-500-630-
1 000-1 600-2 000-2 500 and 3 000 V d.c. These values except 500 V,

2 000 V and 3 000 V conform to the basic series of preferred values

R5 given in ISO Standard 3: Preferred numbers - Series of preferred
numbers.

Rated temperature

Unless otherwise specified in the detail specification, the rated
temperature shall be the upper category temperature.

Temperature coefficient {a) and capacitance drift

The value of temperature coefficient expressed in par
ptr degree Celsius and the associated capacitance dg
the following table. The limits for the capacitan
for one or more full temperature cycles as specif
specification.

Temperature coefficient| Capacita :\ng
(10-6/°C) /\
~200 to +200 pF)
-100 to +1 pF)
-20 to +10 pF)
pF)
pF)
pF)
The detai; $ped 3 each temperature coefifficient
the minim alue pacitance for which the given tolerance ten-
perature S i ified, considering the accuracy the
methods O ’

a) 3 lgtadiN\specification shall spec1fy a multiplying factor flor the
ance\on a, as well as the permissible changes of capacitlance at
the)'lower/and upper category temperature.

b)j—Special methods of measurement may be necessary and 1f required shall
be stated in the detail specification.
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3.2

3.3

3.4

3.4.1
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d'assurance de la qualité

Etape initiale de fabrication

CEI:1993

L'étape initiale de fabrication est l'empilage des feuilles de mica.

Modéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux semblables,
mais pouvant étre de dimensions de boitiers et de valeurs différentes.

(Voir aussi Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 8.5.3).

Rapports certifiés de lots acceptés

Lorsque des rapports certifiés de lots acceptés sont prescrits dans

tre fournies 4 l'acheteur sur sa demande. Aprés /|
es paramétres pour lesquels les informations pa

e pertes et la résistance d'isolement.

omologation

es procédures pour les essais d'homd jra-

raphe 3.4 de la Publication 384-

a procédure 3 utiliser ais

ot par lot et des essais .5

e la présente spécificati e sur

n échantillon d'effectif f1 et

4.2 ci-aprés.

omologation,pggi::\ézgzgahr if fixe
st
n
tension
ité

minimdales™et’ maximales. Lorsque la gamme couvre plus de quatre valeurs

de\tension nominale, une tension intermédiaire doit aussi &tre goumise

aux essais. Ainsi pour l'homologation d'une gamme, l'essai de quatre ou
six valeurs (combinaison capacité/tension) est requis. Lorsque la gamme

présentée 3 1'homologation comprend moins de quatre valeurs, le

nombre

de condensateurs 3 soumettre aux essais doit é&tre celui requis pour

quatre valeurs.

Les spécimens de rechange A prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement l'unité défectueuse

tolérée au Groupe "O".

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spécimens défectueux

par suite d'incidents non imputables au fabricant.
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3.2

3.3

3.4

3.4,

1

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the stacking of the mica plates.

Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors
produced with similar processes and materials, though they may be of
different case sizes and values. (See also IEC Publication QC 001002,
Subclause 8.5.3).

(dertified Records of Released Lots

The information required in Subclause 3.5.1 of IEQ
hall be made available when prescribed in the d&ta¥ icapion and
hen requested by a purchaser. After the enduran
or which variables information is required a re\c2 i ce| change,
an 8§ and the insulation resistance.

ualification Approval

he procedures for Qualification APpY 3 ng are given in
ubclause 3.4 of the Gene 3 i C Publication 384+1.
he schedule to be used fo i b Approval testing on the

is given in Subclause 3.p of
this specification. The proc fixed sample size schedule

i i i i < e sihe 4 i
1s given in Sub<laus . .2 below.

[t ifi i 5 asig of the fixed sample size prpcedure

dure is described in IEC Publication|384-1,
ample shall be representative of the rhnge
approval is sought. This may or may not|be the
2d by the detail specification.

tions). Where the total range consists of less than four values, the
number of specimens to be tested shall be that required for four values.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective
in Group "O".

b) One per value which may be used as replacements for specimens which
are defective because of incidents not attributable to the manufac-
turer.
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Les nombres de spécimens indiqués en Groupe "O" présument que tous les
groupes sont applicables. Sinon les nombres peuvent &tre réduits en
conséquence.

Lorsque des groupes d'essais complémentaires sont introduits dans le
programme des essais d'homologation, le nombre de spécimens requis

pour le Groupe "O" doit étre augmenté du nombre requis pour les groupes
complémentaires.

Le tableau I donne le nombre de spécimens 2 essayer dans chaque groupe
ou sous-groupe, ainsi que le nombre de défectueux admissible pour les
essais d'homologation.

Essais

indiqués aux tableaux I
our l'homologation de la gamme des condensateurs c
pécification particuliére. Dans chaque groupe, les
ffectués dans 1l'ordre indiqué.

r-Une méme
nt étre

est }equise

pas

é(téut partie des egsais
yunité défectueuse".

iombre d'unité défectueuges ne
ses autorisé pour chaque groupe
ités défectueuses autorisé.

épasse pas le nombre d'unitéE déf
phre to d'u

ensemble le programme des egsais
Le tableau I donne en détail
ombre de défectueux admissible pour les

données dans la section quatre, donng la
conditions d'essai et des exigences et

tions d'essai et les exigences pour le programme
2is sur échantillon d'effectif fixe sont identiques|3
és prescrites dans la spécification particulidre pour le

contrdle de la conformité de la gqualité,
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3

4.

2

The numbers given in Group "0" assume that all groups are applicable.
If this is not so the numbers may be reduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval
test schedule, the number of specimens required for Group "0O" shall be
increased by the same number as that required for the additional groups.

Table I gives the number of samples to be tested in each group or sub-
group together with the permissible number of defectives for qualifi-
cation approval tests.

Tests

The complete series of tests specified in Tables I and II are required
for the approval of capacitors covered by one detail specification,
Yhe tests of each group shall be carried out in the ofder>given

=3

Lo

bt be

-

atisfied the whole

fectives does not exceed
tives/ for each group or

fixed sample size test|schedule.
or the sampling and permissgible
Yests or groups of tests. Table II
test contained in Section Four gives
t conditions and performance requirements
for the test method or conditioms of test

the fixed
Iscribed
ction.
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TABLEAU I

Plan d'échantillonnage et nombre de spécimens défectueux admissibles pour
les essais d'homologation, niveau d'assurance E

Nombre de spécimens (n) et d'unités
défectueuses admissibles (pd)

Groupe Essais Paragraphe| Par Pour quatre va- |Pour six valeurs
no de cette |valeur]|leurs ou moins a essayer (3)
publica- (3) a essayer (3)
tion |
n 4n pd pd 6n pd pd
total total
amen visuel

imensions

ension de tenue <<: \\\\\J
0 apacité

angente de l'angle 108 /i>\\§\ 3}2 p(2)

e pertes \Q

ésistance d'isolement

nductance (3) \\\\\

tanchéité (3) \\\\\

Spécimens de rechange 12
{ ] 1 1
| 1A obustesse des sorties lgﬁ))f4/ 18 1|1 |
| ésistance 3 la N | i
| haleur de soudage i i ! i
I . | 1 i 1
{ ésistance du compo- 1 q ! :
1 1 1 1 1
: ant aux solva 1 1 1 1
- |- - |}
| 241 |1} 36 | |p(2)
] 1 t i i
] 1 i 1 t
I 1 i 1 i
| Pt B
1 1B 1 1 1 1
1 1 | 1 ]
1 ] 1 ) 1
1 i ] 1 ]
1 i i 1 1
1 1 1 { 1
1 i ] ] 1
! 1 1 i 1
1 i 1 i 1
] _— ] L §
1 . 36 [2(2)] 4 | s4 |B(2)] 6
2 Essai\bqggigy de 4.11 s |20 |1 36 |p(2)

¢haleur hi de
3 Endurance 4.12 10 | 40 [2(2) 60 [3(2)
4 Coefficient de tempé- 4.2.5

rature et dérive de

capacité aprés cycle

thermique 3 12 1 18 1

Stabilité de courte 4$.2.8
durée (3)

(1) Selon prescription de la spécification particulilre.

(2) Il n'est pas toléré plus d'une unité défectueuse par valeur.
(3) Si requis par la spécification particuliére.

(4) Si applicable.
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TABLE I

Sampling plan together with numbers of permissible defectives for

qualification approval tests,

assessment level E

Number of specimens (n) and
number of permissible defectives (pd)

(3)

Group Test Subclause | Per For four or For six values
No. of this value {less values to be tested (3)
publica- (3) to be tested (3)
tion
n 4n | pd pd 6n | pd pd
tYEET total
N
Viisual examination 4.1
Dlimensions 4.1
Vpbltage proof 4.2.1
0 Chpacitance 4.2.2 /\\\\§§\
Tangent of loss angle 4,2.3 27 '§ 162 |23(2)
Insulation resistance 4.2.4
Inductance (3) 4.2.6 \\\\\\\\\\
Sealing (3) 4.2.7 7
Spare specimens \\\\ 12
; S S
! bustness of termi- 1 /;1/ 18 11
1 ! s
i 1 1 i [
] 1 / I i
[ i i I I
i [ B | [ I |
1 | I [0 B |
1 1 i ] (
1 } 1 I 1
{ ! | 1 1
N 110 = 116
1 t 11 36 1(2)
1 1§ [ |
1 [ | {1l 1
1 i 1 ] t
i o 1R
t 1B 1 | ] i
i 1 ! 1 i
i 1 ] ! '
[ ] 1 | i
I [ I | 1] 1
] ] 1 t i
} [ I I | [ R
1 [ | [ I |
| ] ] i i
LISV DUV SR NNP0 . NENE NURU BE B I L
1 36 [2(2) 4 54 {3(2) 6
2 Dtmp Heat, “steady 4.11 5 20 | 1 30 {2(2)
s
3 Endurance 4.12 10 | 40 [2(2) 60 |3(2)
4 Temperature coeffi- 4.2.5
cient and temperature
cyclic drift of
capacitance 3 12 1 18 1
Short term stability 4.2.8

(1) As required in the detail specification.
(2) Not more than one defective is permitted from any one value.
(3) If required in the detail specification.

(4) If applicable.
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TABLEAU II

Programme d'essais pour 1'homologation

3 la section quatre: Méthodes d'essai et de mesure.

2. -Dans ce tableau: D = destructif, ND = non

destructif.

384-5 © CEI:1993

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) . spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
V4
GROUPE 0 ND Voir
tabl I
4.1 Examen visuel 1 41
Marqu E lisible et
sel lp spécifica-
tion pafrticuliédre
4.1 Dimensions \\\\\\\\ Voir la| spécifica-
(par mesures) \\\\\\\ tion pafticuliére
4,2.1 Tension de Voir la gpécif (t) Pas de plaquage ni
tenge particul de contpurnement
(esgai A) méthode
4.2.2 Capacité A 1'intfrieur de la
toléranpe spécifiée
4.2.3 Taniente de Selon 4/.2.3.2
l'angle de \/
pertes (tan:j) >§\/
4.2.4 Résistance Voi a\spécification Selon 4|.2.4.2
d'isolement particuliere pour 1la
éthod
4.2.6 Indyctance
(si A 1'intBrieur de
la limite selon la
spécififation
particufliére
4.2.7 Etanchéité Voir la spécification Pas de fuite
(si requis) particuliére pour 1la
méthode v
GROUPE 1A D Voir
tableau I

4.3.1 Mesures
initiales

4.3 Robustesse des

sorties

Capacité
Tangente de l'angle de
pertes

Examen visuel

Pas de dommage
visible
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Test schedule for Qualification Approval

Notes 1. -Subclause numbers of test and performance requirements refer to Section

Four: Test and measurement procedures.

2. -In this table: D = destructive, ND = non-destructive.

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
(
GROUP 0 ND Se
Table

terminations

4.1 Vi:Ial As Nn 4|1
examination L le| marking and
4 as speclfified in the
\\\\\\\ etail ppecification
4.1 Dimensions See detpil specifi-
(detail) Q cation
4.2.1 Voltage proof \\//T¢/ No breatdown or
(Test A) flashover
4.2.2 Capacitance Within gpecified
<: tolerange
4.2.3 Tangent of \\\/ As in 4/.2.3.2
loss angle
(tan §) <::> ><\»
4.2.4 Insylation <: e’ de specifica- As in 4/.2.4.2
resistance ion £ the method
4.2.6 Indictance Within limit speci-
(if fied in| the detail
specifipation
4.2.7 Seal See detail specification \ No leakpge
(if |required) for the method r
GROUP 1A D ; See
Table I
4.3.1 Initial Capacitance
measurements Tangent of loss angle
4.3 Robustness of Visual examination No visible damage
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Numéro de paragraphe | D |Conditions d'essai Nombres de |Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.4  Résistance a Sans séchage prélimi- Voir
la chaleur de naire tableau I
soudage Méthode selon spécifi-
cation particuliére
(1A ou 1IB)
Reprise:r I h a Z h
4.4.2 Mesuyres Examen visuel Hommage
finales
2§§\ p lisible
Capacité </\<§;;; 5 % ou 0,5 pF
B valeur mesu-
\\\\\\\ 4.3.1, la plus
\ e ces valeurs
Tangente (j) A l'intErieur de la
pertes \\//TV/ limite pelon 4.2.3
4.13 Résistance du Solvant: Voir la| spécification
composant aux particulliére
solyants
(si|applicable) <i
N !
GROUPE 1B <:>> EgkA Voir
< tableau I
4.5 Soudabilit vigillissement Bonne qualité de
thode selon spécifica- 1'étamage mise en
tion particuliére évidenck par 1l'écou-
lement [Libre de
l1'alliage avec un
mouillage convenable
des sorfties ou temps
de soudpge ... s,
cas
4.14 Résistance du Solvant: ... Marquage lisible
marquage aux Température du
solvants solvant: ...
(si applicable) Méthode 1
Matériau de frottement:
coton hydrophile
Reprise: ...
4.6.1 Mesures Capacité
initiales Tangente de l'angle de
pertes v
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.4 Resistance to No pre-drying See
soldering See detail specifica- Table I
heat tion for the method
(1A or 1B)

Recovery: 1 h to 2 h

4.4.2 Finjl Visual examination o 'siile damage
meagurements egible |[marking
Capacitance AC % or 0,5 pF

f Yalue measured
in 4.3.1, whichever

>s the greater

/s\
Tangent of loss angle \\\\\\\ Within limit speci-

OO

fied in|4.2.3

4.13 Comgonent Solvent:
solvent
resistance
(if [applicable)

See det3dil specifi-
cation

Good tipgning as
evidenced by free
flowing |of the sol-

F
S
0 0 AN

der with wetting of
the ter}inations or
solder shall flow
within {.. s, as
\Q:: applicable
4.14 Solvent Solvent: ... Legible [marking

resistance Solvent temperature: ...

of the-—marking Method—1

(if applicable) Rubbing material: cotton

wool

Recovery: ...

4.6.1 Initial Capacitance
measurements Tangent of loss angle v



https://iecnorm.com/api/?name=60af29e84ab24855e0b0bb10d6aee8a8

—28 —

384-5 © CEI:1993

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.6 Variations 654 = température mini- Voir
rapides de male de catégorie tableau I
température
6 = température maxi-
male de catégorie
Cing cycles
Dureée t; = 30 min
Examen visuel P dé _dommage
isible
4.7 Vibgations Montage: voir spéci-
fication particuliére
Méthode B4
Gamme de fréquence: //\\\\\
... Hz a ... Hz \\\\\\\\
Amplitude: 0,75 mm ou
98 m/s2 (la moins véke
O
4.7.2 Contfjrble \\“/)V/ Pas de dommage
fingl visible
4.8 Secqusses (ou
choqs, voir
4.9) {\
4.9 Chods (ouy.se méthode de
cougses vo ontage voir spécifi-
4.8) cation particuliére
Accélération: . m/s2
Durée de 1'impulsion:
. ms
4.8.3 Mesyres Examen visuel Pas de dommage
ou finales visible
4.9.3
Capacité AC: selon 4.9.3 et
c par rapport a
la valeur mesurée
au 4.6.1
Tangente de l'angle Tan §: selon 4.2.3 ou
de pertes 1,2 fois la valeur
mesurée en 4.6.1, 1la
plus grande de ces
v valeurs
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.6 Rapid change 0p = Lower category See
of temperature temperature Table I
6p = Upper category
temperature
Five—eyeles
Duration tj; = 30 min
Visual examination o Wwis gle damage
4.7 Vibration For mounting method
see detail specifica-
tion /\
Procedure |
Frequency
. Hz to
Amplitude:
98 m/s2 Q [
the less \\//TV/
Total durakd
4.7.2 Final inspec~ No visiple damage
tign
4.8 Bump (or
shock, see
4.9) Q x
4.9 Shock {or orymounting method
bunp,\se 8 s€e detail specification
Acceleration: . m/s?
Duration of pulse:
... mS
4.8.3 Final-measu Visual—examination No—visible damage
or rements
4.9.3 Capacitance AC. As in 4.9.3
' C and compared to
value measured in
4.6.1
Tangent of loss angle Tan §: As in 4.2.3
or 1,2 times value
measured in 4.6.1,
whichever is the
v greater
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 1 D Voir
tableau I
4.10 Séquence
climatique
4.10.2 Chaleur Température: température
séche maximale de catégorie
Durée: 16 h
4.10.3 Essai cycli- (\
<§
4.10.4 Température: temp t \\\\\\\
minimale ie <i>
Durée: ¢ \\//T“/
4.10.5 Pression; 8
(85 mba
4.10.5.3 en visuel Pas de [claquage per-
manent ni de contour-
nement jou de déforma-
tion du boitier
4.10.6

restants

4.10.6.2 Mesures
finales

Reprise: 6 h a4 24 h

Examen visuel

Capacité

Pas de dommage
visible
Marquage lisible

AC < 0,5 % ou 0,5 pF
C mesurée au 4.4.2,
4.8.3 ou 4.9.3 si
applicable
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4.10.4 dold

4.10.5 ow air
ressure

if required
y the de-
ail speci-
ication)

IS B e L = B )

v

Temperature: lower
category tempera

AL

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 1 D See
Table I
4.10 Climatic
sequence
4.10.2 Dry heat Temperature: upper
category temperature
Duration: 16 h
4.10.3 Damp heat, ﬁ\\\\\\/
dyclic,
Test Db,
flirst
dycle

inent break-
|l ashover or

deformation
tase

4.10.5.3 ]nterme{i:> Visu e tion No perm
dte inspee~ down, f
i harmful
of the ¢
4.10.6
Recovery: 6 h to 24 h
4.10.6.2 Visuval—examinmation No—visi
measurements Legible
Capacitance

-
<3

ble damage
marking

AC < 0,5 % or 0,5 pF
measured in 4.4.2

4.8.3 or 4.9.3 as

applicable
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valeur mesurée au
4.11.1

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
Tangente de l'angle de Voir Tan §: selon 4.2.3 ou
pertes tableau I 1,2 fois la valeur
mesurée au 4.4.2,
4.8.3 ou 4.9.3, selon
le cas, la plus gran-
de des deux
Résistance d'isolement Z Z des valeurs
(Catégories -/-/56, nnées|au 4.2.4.2
-/-/21 et -/-/10 seule-
ment ) v
GROUPE 2 D N
4.11 Essai con-
tinu de
¢haleur
lumide
4.11.1 esures Capacité
initiales
4.11.3 Mesures \\\/ Pas de dommage
finales visible
Marquage lisible
< AC < 0,5 % ou 0,5 pF
C par rapport a la

Tangente de l'angle de
pertes

Tan §: gelon 4.2.3 ou
1,2 foig les valeurs
mesurées au 4.11.1,

la plus|grande des

‘Résistance d'isolement

Tension de tenue a 2 Uy

des deux

2 25 % des valeurs
données au 4.2.4.2

Pas de claquage ni de

v contournement
GROUPE 3 D Voir
tableau I
4.12 Endurance Durée: 1 000 h
4.12,1 Mesures Capacité
initiales Tangente de 1'angle de

pertes
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
Tangent of loss angle See Tan §: As in 4.2.3
Table I or 1,2 times value
measured in 4.4.2,
4.8.3 or 4.9.3, as
applicable, whichever
is the greater
Insulation resistance bf values in
(For categories -/-/56,
-/-/21 and -/-/10 only)
GROUP 2 D s& \>
4 \Table I
4.11 amp heat,

teady state

4.11.1 Initial
measurements

4.11.3 Final
measurements

e

Capacitance
Tangent of

Recovery:
4.11.3

angent/of loss angle

Insulation resistance

"4

s

AC < o,

measure
whichev

225 %

No visiple damage

Legible| marking

b Z or 0,5 pF
C of vhlue measured
in 4.11}1

Tan §:
or 1,2

s in 4.2.3
imes values

in 4.11.1,
r is the
greater

f values in
4.2.4.2

Voltage proof at 2 Uy

<
<t

No breakdown or

flashover

GROUP 3

4.12 Endurance

4.12.1 Initial
measurements

Duration: 1 000 h

Capacitance
Tangent of loss angle

See
Table 1



https://iecnorm.com/api/?name=60af29e84ab24855e0b0bb10d6aee8a8

— 34—

384-5 © CEI:1993

a) Contrble des groupes A et B

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essail ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
Reprise: 246 h £ 2 h Voir
tableau I
4.12.5 Mesures Examen visuel Pas de dommage
finales visible
Marquage lisible
Capacité A€ <X selon 4.12.5 et
c r-gapport i la
valeu esurée au
411
Tangente de l'angle de : selon 4.12.5
pertes ‘/\
Résistance d‘isolemsyf/‘\ v Selon 4J2.4.2
GROUPE 4
4.2.5 Cdefficient
del températu-
re| et dérive
del capacité
a a: voir |la spécifi-
t cation particuliére
AC. seidn 2.2.5
C
Selon 4.)2.5.3
4.2.8 S Selon 4.J)2.8
c
(
p
s
P v
3.5 C 5 &
3.5.1 Formation des lots de contrdle

Les essais de ces groupes doivent étre effectués lot par lot.

Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de contréle
sous réserve que les régles suivantes soient respectées:

(1) Le lot de contréle doit se composer de condensateurs de structure
semblable (voir paragraphe 3.2).
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y the
etail spe-

o 0. o

4.2.8 Short term \
stabili‘a
(if requlf?i

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
Recovery: 24 h £+ 2 h See
Table I
4.12.5 Final Visual examination No visible damage
measurements Legible marking
Capacitance AC < As in 4.12.5 and
C\compared to value
astiwred in 4.12.1
Tangent of loss angle n g in 4.12.5
Insulation resistance <:\§z:§\ As ifd 412.4.2
4
GROUP 4 ND \S¥§
ble
4,2.5 Temperature Conditioning: Pre-dryifg
goefficient for 16 h to 24 h
gnd tempera- Q ’
ture cyclic Temperature ient \\//TJ/ a: see tetail speci-
drift of ficatio
gapacitance
AC: As jn 2.2.5
(o
As in 412.5.3
As in 412.8

3.5 q

3.5.1

ifieﬁtyz
N\

inspection lots

ormation. of i
i utluu

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection
lots subject to the following safeguards:

(1) The inspection lot shall consist of structurally similar
capacitors (See Subclause 3.2).
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3.5.2

3.5.3

3.5.4

(2a)

(2b)
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L'échantillon soumis aux essais doit contenir des condensateurs
de chacune des valeurs et de chacune des dimensions présentées
dans le lot de contrdle:

~ proportionnellement A leur nombre;
- et avec un minimum de cinq condensateurs de méme valeur.

Si l'application stricte du plan d'échantillonnage conduit 2
moins de cinq condensateurs de chaque valeur dans 1'échantillon,
la constitution de 1'échantillon doit faire 1l'objet d'un accord
entre le fabricant et 1'Organisme National de Surveillance.

b) Contrble du groupe C

Les essais de ce groupe doivent é&tre effectués périodiquement.

tier

i

[ Le&s échantillons doivent étre représentatifs de la pro
correspondant a la période spécifiée et doivent
valeurs de tension élevée, moyenne et basse. Afi
homologuée 2 chaque période, il doit &tre essé

de la gamme.

rogramme d'essai

ctioI courante
en
la gamme

d'autres
e de la
l'ensemble

par groupe de tension. Au cours des pé

Ile programme des essais lo périodiques pour le
dontrdle de la conformité& de\l € 3 la deuxiéme |section
de la spécification partic ar ex¥emple Publication|384-5-1
de la CEI.

Llivraison différée

es gro

iveaux

A

Ilorsque, confo de la Publication 384-1 de|la CEI
faragraphe 3. réle doit é&tre effectué, la capacité
t la soudabili re \vérifiées comme spécifié dans le|contrdle

hce donné(s) dans la spécification partjculiére-

TABLEAU TIIA

Sous—groude D* E Fx G*
de
contrdle** NC NQA NC NQA NC NQA NC NQA
% % % %
Al S-4 2,5
A2 II 1,0
Bl S-3 2,5
B2 S-3 2,5

NC = niveau de contrble
NQA = niveau de qualité acceptable
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(2a) The sample tested shall be representative of the values and
dimensions contained in the inspection lot:

- in relation to their number;
- with a minimum of five of any one value.

(2b) If there are less than five of any one value in the sample, the
basis for the drawing of samples shall be agreed between the

manufacturer and the National Supervising Inspectorate.

Group C inspection

These tests shall be carried out on a periodic basis.

Samples shall be representative of the current production the spe-

cified periods and shall be divided into high, medium voltage

periods, other case sizes and/or voltage rati shall be
tested with the aim of covering the whole
3.5.2 est schedule
he schedule for the lot-~by-lot and Conformance
nspection is given in Section Two, | Specifica-
ion, e.g. IEC Publication 384-5-
3.5.3 elayed delivery
en according to the prodedures © ublication 384-1, Subclause
.5.2, re-inspection has erability and capacitafpce
hall be checked A and B inspection.
3.5.4 Assessment libals
The ass’-@e t level(s en/ in the blank detail specificatiom shall
Areferably ke ected the following Tables IIIA and IIIB:
TABLE IIIA
Inspection \ @c \ E F* G*
sub~group#* R
%L IL AQL IL AQL L AQL
4 3 % 4
Al S=4 2,5
A2 II 1,0
Bl S-3 2,5
B2 S-3 2,5

IL
AQL

inspection level
acceptable quality level
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TABLE IIIB

Sous-groupe D* E F* G*
de
contrble** P n c P n c p n c P n c
ClA 6 9 1
C1B*#% 6 18 1
Cl 6 27 2
Cc2 6 15 1
C3 3 21 1
C4 12 9 1
P = périodicité en mois
n = effectif de 1'échantillon
¢ = nombre admissible de défeetueux
Notes relatives aux tableaux IIIA et IIIB
*
** Le contenu des sous-groupes dg e, est \décrit dans|la
i icufiére-~cadre| applicable.
**% Les essais de vib secousses) dang le
tous/ les 12 mois seulément.
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TABLE TIIB

Inspection D* E F* G*
sub-group**
P n c p n c P n n
Cla 6 9 1
C1B**% 6 18 1
Cl 6 27 2
c2 6 15 1
C3 3 21 1
C4 12 9 1
P = periodicity in months
n = sample size

c

Notes concerning Tables III A and III B:

permitted number of defec

are
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SECTION QUATRE - METHODES D'ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la Pub
de la CEI, section quatre.

Méthodes d'essai et de mesure

Examen visuel et vérification des dimensions

Voir Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 4.4.

Essais électriques

Tension de tenue

4.2.111

4.2.11.2

4.2.2

4.2.2.1

Selon paragraphe 4.6 de la Publication 384-1 de
modalités suivantes:

Circuit d'essai

Le produit de Ry par la capacité totale
égal a2 1 s et supérieur a 0,01 s.

re

lication 384-1

pte tenu des

inférieur ou

Ry doit limiter le courant de dfcharg eur inférieure ou

égale a 1 A.

pendant 1 min pour 1

essais lot par lot 1
1nt d?Lp .) Tension d'essai
QK\Q\\) 2 Uy
et ld) 2 Ug avec un minimum
\ de 200 V

- i ,
modalités suivantes:

En fonction de la longueur des sorties du condensateur, les

ints de

84-~1 de la CEI,
pour les
qualité.

pte tenu des

points de

mesure pour la mesure de capacité doivent étre, soit 3 5 mm du corps ou

a4 l'extrémité des sorties, la plus petite des deux valeurs.
La capacité doit &tre mesurée 2, ou corrigée pour une fréqu
a) Pour une capacité nominale Cr S 1 000 pF:

Pour les mesures: 1 MHz %+ 20 ¥ ou 100 kHz + 20 %
Pour arbitrage: 1 MHz + 20 %

ence de:
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4.2.1

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.2

4.2.2.1

SECTION FOUR ~ TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

This section supplements the information given in IEC Publication 384-1,
Section Four.

Test and measurement procedures

Visual examination and check of dimensions

IEC Publication 384~1, Subclause 4.4,

Electrical tests

Voltage proof

Qapacitance

Jubclause 4.6 of IEC Publication 384-1, with the fo

Test circuit

[w- ]

he product of R; and the total capacitance
than or equal to 1 s and greater than 0,0]

bmaller

P
N =
0
= =]
[ ¢
(ST
-
o
[ )
[l
B
= ot
o D
o
ct
=2
o B
ct
oo
e M
n s
0 ®m
[~ 2]
o
o R
m o
[ I
[
0o n
o et
.
-]
o0
o0
54
()
ct
o]
)
<
Y
ot
(o]
[o]
H
—
o
0
o
ct
o2
0
=]
o
>

he following voltages s
able I in Subclause 4.5.

bints of
ipd of

P— B vou - B |

(X
g&.\( NI 5t voteees

2 Ug with a minimum
of 200 Vv

ﬁubclause 4.7 of IEC Publication 384-1, with the following detafils:

Depending on the length of the capacitor terminations, the measuring
points for the capacitance measurement shall be either at 5 mm from the
body or the end of the terminations, whichever is the smaller.

The capacitance shall be measured at, or corrected to, a frequency of:

a) For rated capacitance Cr ﬁ 1 000 pF:

For measuring purposes: 1 MHz i 20 Z or 100 kHz £ 20 %
For referee purposes: 1 MHz + 20 %


https://iecnorm.com/api/?name=60af29e84ab24855e0b0bb10d6aee8a8

4.2.2.2

4.2.3

4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.4

4.2.4.1

4.2.4.2
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b) Pour une capacité nominale CR > 1 000 pF:

Pour les mesures: 1 kHz + 20 % ou 10 kHz + 20 %
Pour arbitrage : 1 kHz + 20 %

La valeur créte de la tension appliquée ne doit pas &tre supérieure
a2ov.

La capacité doit correspondre i la capacité nominale, compte tenu
de la tolérance spécifiée.

Tangente de l'angle de pertes (tan §)

Selon paragraphe 4.8 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des
modalités suivantes:

Conditions de mesure

a tangente de l'angle de pertes (tan §) doit étre mes$ ans)|les
onditions suivantes et la valeur enregistrée (pou

a fréquence de mesure doit é&tre la méme que celle P 1a

esure selon le paragraphe 4.2.2.1.

a précision des instruments de mesure do
e mesure soit inférieure 3 3 x 1074,

feur

Hxigences

a tangente de l'angle de pertes.(ta
imites suivantes: Q

Lleure aux

=

20
10
10

\\\§;>2ga1e ou inférieure, a 10 pF, ou suiérieure

articu-

@ 4.5 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des

ant la mesure, le condensateur doit étre entiérement déchargé| Le
g : : g décharge par la capacité nominale
du condensateur en essai doit étre supérieur ou égal a 0,01 s ou comme
prescrit dans la spécification particuliére.

La tension de mesure doit &tre conforme aux prescriptions du paragraphe
4.5.2 de la Publication 384-1 de la CEI.

La tension doit &tre appliquée immédiatement 3 la valeur exacte 2
travers la résistance interne de la source de tension.

Le courant de charge ne doit pas é&tre supérieur 3 50 mA.

Le produit de la résistance interne par la capacité nominale du conden-
sateur doit &tre inférieur 3 1 s ou comme prescrit dans la spécification
particuliére.
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4.2.2.2

4,2.3

4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.4

4.2.4.1

4.2.4.2

b) For rated capacitance CR > 1 000 pF:

For measuring purposes: 1 kHz % 20 % or 10 kHz + 20 %
For referee purposes: 1 kHz + 20 %

The peak value of the applied voltage shall not exceed 20 V.
The capacitance shall be within the specified tolerance.

Tangent of loss angle (tan §)

Subclause 4.8 of IEC Publication 384-1, with the following details:

Measuring conditions

an 6 shall be measured and the value recorded (for rg¢ference - plirposes):

he measuring frequency shall be the same as used fx
easurement in Subclause 4.2.2.1.

itance

he accuracy of the measuring instruments sha
easuring error does not exceed 3 x 1074,

equirements

The tangent of loss angle shalt;&§i> e d(f;e ollowing limitsf

e is 10 pF or less, or higher than 1 uF, the
e detail specification.

IEC Publication 384-1, with the following detalils:

e measyretient, the capacitor shall be fully discharged. Thp product

he’ capacitor under test shall be Z 0,01 s or as prescribed in the detail

a2
CAiAVIl .

The measuring voltage shall be in accordance with Subclause 4.5.2
of IEC Publication 384-1.

The voltage shall be applied immediately at the correct value through the
internal resistance of the voltage source.

The charging current shall not exceed 50 mA.
The product of the internal resistance and the rated capacitance of the

capacitor shall be smaller than 1 s or as prescribed in the detail
specification.
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d'isolement doit satisfaire aux exigences suivantes:

Exigences
Points de mesure Produit RC minimal Résistance d'isole-| Résistance d'isole-
selon le tableau I, ment minimale entre| ment minimale entre
paragraphe 4.5.3 (R = résistance les sorties les sorties et le
de la Publication, d'isolement entre boitier
384-1 de la CEI les sorties)
(C = capacité
nominale)
(s) (MQ) (MQ)
Cp > 10 nF c‘Rimnw/
la 1 000 100 000 <\\ -
) . e
lc) - - \ 100 000

4.2.5 Coefficient de température (a) et dérive Ag\gsha€§té :}kés cycl

thermique

4.2.5.1 3échage

Ielon paragraphe 4.24.3.2 de la Publ
es modalités suivantes:

les condensateurs doivent £
la Publication 384~1 de 16

4.2.5.2 (Conditions de mégbre

4.2.5.3

P 4.3.1 de

de la

gupérieur

ité aprés cycle thermique ne doit pas étre supérieure 2
pondante donnée au paragraphe 2.2.5.

derniére heure de la période d'essai & la températurp maximale

a résistance d'isolement doit 8tre mesurée seulemenk entre les
jorties et doit répondre aux exigences suivantes:

Température Capacité nominale Résistance minimale ou
d'essai (uF) produit RC minimal
+85 °C Ck < 0,01 10 000 MQ
CR 20,01 100 s
+100 °C Ck <0,01 7 500 MQ
CR 2 0,0l 75 s
+125 °C CR <0,01 5 000 MQ
CR 2 0,01 50 s
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The insulation

— 45—

resistance shall meet

the following requirements:

Measuring points
in accordance with
Table I of IEC
Publication 384-1,
Subclause 4.5.3

Requirements

Minimum RC product

(R = insulation
resistance between
the terminations)
(C = rated capaci-
tance)

Minimum insulation
resistance between
the terminations

Minimum insulation
resistance between
terminations and
case

(s) (MQ) (MQ)
Cgr > 10 nF nR_Smnw /
| : CAX] -
a) 1 00 100 000 \
1¢) - X\\\ 100 000

4.2.5 Temperature coefficient (a) and temperatu(/\by lfh\drlf of capacitance

4.2.5.1

4.2.5.2

4.2.5.3

details:

Bubclause

he limits

mperature
only and
Test temperature Rated capacitance Minimum resistance or
(HF) minimum RC product
+85 °C Cr < 0,01 10 000 MQ
CR 20,01 100 s
+100 °C Cr < 0,01 7 500 MQ
CR 20,01 75 s
+125 °C Cr < 0,01 5 000 MQ
CR 20,01 50 s
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4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.8.1

4.2.8.2

4.3

4.3.1
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Inductance (si requis)

Selon paragraphe 4.11.2 de la Publication 384-1 de la CEI compte tenu des
modalités suivantes:

L'inductance du condensateur doit &tre mesurée. La limite de sa valeur
doit &tre prescrite dans la spécification particuliére.

Note. -Une valeur approximative de 1'inductance peut é&tre obtenue 3
partir de la fréquence de résonance obtenue, par example, avec
une méthode d'absorption et 3 partir de la valeur de capacité
mesurée selon le paragraphe 4.2.2.

Etanchéité (si requis)

elon paragraphe 4.20 de Ia Publication 384-1 de 1a
odalités suivantes:

I, eompte tenu des

i prescrit dans la spécification particuliére, [Btre
ffectué pour les condensateurs étanchés. La , iculiére
oit prescrire la méthode qui doit etre appl‘quée ! igrofuites

e condensateur doit étre connecté\de fa 3 ie [principale

tionnant a
ne fréquence d'au moins

n doit mélanger le signs
econd oscillateur stable de

i e ande
audible que 1! eTve de

3/ une tension continue, égale (3 la
oitié d :
alternaéi?g
30 min.

id'un
équence
e mesure.

a3 laquelle est superposée une tegnsion
icace) 4 la fréquence de mesure [pendant

inutes de la
constante

ariations

soudaines de capacité.

Robustesse des sorties

Selon paragraphe 4.13 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des
modalités suivantes:

La méthode d'essai et le degré de sévérité doivent étre prescrits dans la
spécification particuliére.

Mesures initiales

La capacité doit é&tre mesurée conformément au paragraphe 4.2.2.
La tangente de l'angle de pertes doit étre mesurée conformément au
paragraphe 4.2.3.1.
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4.2

4.2,

4.2,

4.2.8.1

4.2.8.2

4.3

4.3,

.6

7

1

Inductance (if required)
Subclause 4.11.2 of IEC Publication 384-1, with the following details:

The inductance of the capacitor shall be measured. The limit for its
value shall be prescribed in the detail specification.

Note. -An approximate value of inductance may be provided from the
resonance frequency value obtained, for example, with an

absorption method and from the capacitance value measured
according to Subclause 4.2.2.

Sealing (if required)

Subclause 4.20 of IEC Publication 384-1, with the following details:

[f prescribed in the detail specification, Test Q s 1 be pliied for

hermetically sealed capacitors. The detail specifi rescribe
Lhe method to be applied (for micro leaks prefe Qe
followed by Q).

Bhort term stability (if required)

The capacitor shall be connected to Ert of the
funed circuit of a stable oscillato not less
Lhan 1 MHz.

The output of the oscills e oscil-
fator to produce an audio ved con-

L inuously over the measurj

Fhe capacitor all be
voltage and an “additfional

ieadingéiﬁ} : g\tlle last 5 min of the period of observation,
Lthe ambiwant : time.
0,01 %.
luctuations

erminations

Subcla;;:\1%13 of IEC Publication 384-1, with the following detFils:

The test method and degree of severity shall be prescribed in the detail
specification.

Initial measurements

The capacitance shall be measured according to Subclause 4.2.2.
The tangent of loss angle shall be measured according to Subclause
4.2.3.1.
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.6.2

4.7.1
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Exigences

Il ne doit pas y avoir de dommage visible, mais une cassure du revétement
a la base des fils est autorisée.

Note. - Pour les condensateurs sans connexions, les conditions d'essai
et les exigences sont A 1'étude.

Résistance 3 la chaleur de soudage (Pas applicable pour les condensa-
teurs avec des sorties non prévues d'étre soudées)

Selon paragraphe 4.14 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu
des modalités suivantes:

Conditions d'essai: Pas de séchage préliminaire.

Pour la méthode 1B les sorties dofivent\&tre
entre 6 mm + 0,5 mm du corps.

immergées

xamen, mesures et exigences finals

e examinés
gences dpnnées

ties non

tenu des
odalités suivantes:

onditions d'essai: Sans

sai\de la goutte doivent étre|prescrites
Yorsque ni la méthode du balin d'alliage

age ne sont applicables, on dofit utiliser
un fer de forme A.

ra ;é\<;}ﬁ de la Publication 384-1 de la CEI, compte|tenu des
ivantes®

es m;;;}e§>%nitiales sont effectuées comme prescrites dans le
aragraphe 4.3.1.

Nombre de cycles: 5

Durée d'exposition aux températures extrémes: 30 min.

Vibrations

Selon paragraphe 4.17 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des
modalités suivantes:

La méthode B4 et le degré de sévérité suivant de l'essai Fc sont appli-
qués: amplitude du déplacement 0,75 mm ou 98 m/s2 , celle qui donne
ltaccélération la plus faible, dans l'une des gammes de fréquences
suivantes: de 10 Hz & 55 Hz, de 10 Hz a 500 Hz, de 10 Hz a 2 000 Hz.

La durée totale doit &tre de 6 h.
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4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.5.1

4.6.1

4.6.2

4.7.1

Reguirements

There shall be no visible damage, but cracking of the coating extending
down the wire is permitted.

Note. - For capacitors without leads, the test conditions and require-
ments are under consideration.

Resistance to _soldering heat (Not applicable to capacitors with termina-
tions not intended to be soldered)

Subclause 4.14 of IEC Publication 384-1, with the following details:

Conditions: No pre-drying.

Yor Method 1B the terminations shall be i
6mm £ 0,5 mm from the body.

within

Final inspection, measurements and requirements

After recovery for 1 h to 2 h, the capacitor S examined

olderability (Not applicable to caps
ntended to be soldered)

ubclause 4.15 of IEC Pubiicati ¢ following detpils:

est conditions: No ageing.

d with

L3.1.

Duration of exposure at the temperature limits: 30 min.

Vibration

Subclause 4.17 of IEC Publication 384-1, with the following
details:

Procedure B4 and the following degree of severity of test Fc apply:

0,75 mm displacement or 98 m/s2 » wWhichever is the lower amplitude, over
one of the following frequency ranges: 10 Hz to 55 Hz, 10 Hz to 500 Hz,
10 Hz to 2 000 Hz. The total duration shall be 6 h.
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